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2014B3381 BL08B2

DSC/USAXS-SAXS-WAXS

Higher Order Structural Analysis of a Polyamide 66 Nanofiber by
DSC/USAXS-SAXS-WAXS

Toshinori Hasegawa, Naoki Takao, Daisuke Ishikawa, Hideto Imai

NISSAN ARC, LID.
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Fig. 1. DSC curves of (a) original fiber and (b)

nanofiber1.
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100 nm

Fig. 2. Gibbs-Thomson plot1.

Fig. 3. TEM observation image of nanofiber.
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Fig. 4 DSC/SAXS measurements of nanofiber. Fig. 5 DSC/SAXS measurements of original fiber.

Fig. 6 DSC/USAXS-WAXS measurements of

nanofiber.

Fig. 7 DSC/USAXS-WAXS measurements of
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Fig. 8 Scattering curve difference of 280◦C and

285◦C on USAXS measurements of nanofiber.

Fig. 9 Thickness-plot.
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2015A3330, 2015B3330 BL08B2

cosα /

In-situ residual stress analysis at the interface between
semiconductor package encapsulation resins and copper during

heating process by using cosα method

Takeshi Kakara, Midori Wakabayashi, Hiroshi Nakaido, Dai Nagashima, Atsushi Izumi

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
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Fig. 1. (a) Schematic image of semiconductor pack-

age model for residual stress analysis comprising of

Cu/Resin/Cu three-layered sample. (b) Photo im-

age of the specimen for the residual stress analysis.

(c) X-ray CT image of a semiconductor encapsu-

lation resin containing SiO2-fillers (pale-colored re-

gion) by using CCD detector measured at BL08B2

beamline
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Fig. 2. CTE of resin-a and resin-b cured at 250◦C as

a function of temperature obtained by TMA analy-

ses. The value of copper (16.8 ppm/K) is from liter-

ature data.
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Fig. 3. Instrumental setup for residual stress mea-

surements with an imaging plate detector by using

cosα method.
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Fig. 5. Diffraction peak profiles of Cu(311) and

Al(422) as a function of azimutial angle α for cured

sample-A at 40◦C before second heating process.

Fig. 6. ∆L− cosα plot for cured sample-A at 40◦C

before second heating process.
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interface during heating process.
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2015B3231 BL24XU

Li X

Reaction Distribution Analysis of Cathode Material of Lithium
Ion Battery by X-ray Micro-Beam Imaging Method

1 2 2 2 1,
Susumu Mineoi1, Motoki Sudo2, Shingo Takeda2, Kazushi Yokoyama2, Hirosuke Sumida1

1 2

1Mazda Motor Corporation Technical Research Center, 2Synchrotron Radiation Nanotechnology

Laboratory, University of Hyogo
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Fig. 1. Imaging results of cathode cross section at 0.5 C : (A) sample setting, (B) voltage curve and (C)

normalized images.

Al

0.5 C

Fig. 2 Fig. 2

11∼20

Fig. 2. Voltage curve of cycle tested cathode at 0.5

C.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3. Line profiling from imaging results.

– 13 –



Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

Fig. 4. Line profiles of imaging results at 0.5 C : (A) new cathode during charging, (B) new cathode during

discharging, (C) cycled cathode during charging and (D)cycled cathode during discharging.

LIB

, X

.

,

.

,

.

[1] SPring-8
2014B3231.

[2] 4, 18
(2015).
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2013B3320, 2014A3320,2014B3320,2015A3320 BL08B2

In-situ XAFS/SAXS Au

Formulation Process Analysis of Au Nano-particle by Coupled
In-situ XAFS and SAXS

Mitsuharu Higashiguchi, Naoki Sakamoto

1

Asashi Kasei Corporation
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Fig. 1. Schematic view of coupled in-situ XAFS and

SAXS experimental set-up.

1940 mm

PILATUS-100k Au

11810 eV 0.105 nm

SAXS

XAFS/SAXS

XAFS/SAXS

3.5

SAXS XAFS

1©
2© XAFS SAXS 10

3© Q-XAFS

Fig. 2 Au Au-LIII XAFS

11923 eV Au-LIII

(HAuCl4(Au
3+)

AuCl(Au1+) Au (Au0+)) Au-LIII

Fig.

1

Au

Fig. 2. Normalized Au-LIII-edge X-ray absorp-
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Fig. 3. Time-dependent absorption-edge energy

of Au-LIII, in which energy of Au-foil(+0) and

AuCl(+1) are also represented as references.

SAXS 40

47 54

40-51

Au

Fig. 4 40 SAXS

Schultz-Zimm
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Fig. 4. SAXS profiles during formulation process of

Au nano-particle.
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Fig. 5. Time-dependent diameter of particles (left

axis) and Invariant Q (right axis), assume that shape

of nano-particle is wire.
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Fig. 6. Time-dependent color of residue in a vial container (Numbers show time from mixing).
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[1]
1 (2006).

[2] J. Polte et al.: J. Am. Chem. Soc. 132, 1296-
1301 (2010).
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2014A3264, 2015A3264, 2015B3264, 2016A3264, 2016B3264 BL24XU

X CT

Observation of Hairs in Various Countries Using X-ray CT
method

Len Ito, Kousuke Watanabe, Takaaki Maeda, Kazuyuki Suzuta

Central Research Institute, Milbon Co. Ltd.,

X CT

X CT
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1000 CT
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Fig. 1. Density of root and tip hairs of each region.

Root, the proximal root part of hair; Tip, at about

30 cm from the proximal root part of hair.

(i)

Fig. 1

0.4 mm [11] 30 cm

2 0.4 mm × 730 =

292 mm

(ii) ∼ X CT

SPring-8 BL24XU ∼

TEM

[12]

data not shown

X CT

Fig. 2. 3D images of root and tip hairs of each region using X-ray CT method at SPring-8 (BL24XU). The

Root, for the most similar image in each region, showed one typical example. At 0 and 15 degree angle to

fiber axis including cuticles layer. At 90 degrees angle to fiber axis. The Stick Shaped shadows in the hair

are voids.
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SPring-8 BL24XU ( ID)

CT CT

Fig. 2

Stick Shape Voids (SSV)

(iii) SSV

SSV

[13]

SSV 1%

Fig. 3

X CT

Fig. 4

20

X CT

X CT

Fig. 3. Hair density enhancing component screening.

Results of the density measurement after treating

each of the components. A-C are various kinds of

peptides. D is a peptide derived from silk.

Fig. 4. 3D images of 0.01% Silk-derived peptide

treated hair before and after using X-ray CT method

at SPring-8 (BL24XU).
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Fig.1 TEM

Fig. 1. TEM image of nanoparticles.

50∼150 nm

10nm

Fig.2 X

Fig.2

log(q) = −1.2
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d (1) d =100 nm

q = 2π/d (1)

TEM

Fig. 2. SAXS profile of nanoparticles.

log(q) = −1.3 ∼ 0.4

Fig. 2

Table. 1

Γ 0.1

90 nm TEM

log(q) = −1.3

q

Table 1. Particle size and size distribution of

nanoparticles.
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Fig.3
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Fig. 3. SAXS profile of composite material.

TEM

Fig.4 Fig.1

Fig. 4. TEM image of nanoparticles after stirring

processing.

TEM

1

2

log(q) = −1.3 ∼ 0.4

1

Fig.5

Table 2

1

TEM

10 nm

log(q) = −1.3

q

Fig. 5. SAXS profile fitting of composite material.

Table 2. Particle size and size distribution of

nanoparticles dispersed in matrix.

1 2
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X
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2015B3330 Cu /

/Cu

X 2

40 ∼ 250◦C

[6]

−40◦C

cosα

−40 ∼ 250◦C

Cu (12

µm)/ (1.3 mm)/

Cu (12 µm) 200◦C

20 mm × 20 mm

(Fig. 1)

3

-a ( 88 wt%)

-b (84 wt%) -c (80 wt%)

sample-A sample-B

sample-C

Cu -a<

-b< -c -c

250◦C CTE −50◦C 150◦C

200◦C

(Tg) 250◦C

CTE

-a< -b< -c (Fig. 2 )

Fig. 3

X (ϕ) 30◦

Cu X

X

(IP)(BAS-SR2025)

IP

X

X 8.0 keV

0.3 mm × 0.4 mm X

2 min 3 min

40◦C 250◦C

Fig. 1. (a) Schematic image of Semiconductor pack-

age model for residual stress analysis comprising of

Cu/Resin/Cu three-layered sample. (b) Photo im-

age of the specimen for the residual stress analysis.

Fig. 2. CTE of resin-a, resin-b and resin-c cured

at 250◦C as a function of temperature obtained by

TMA analyses. The value of copper (16.8 ppm/K)

is from literature data.
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Fig. 3. Instrumental setup for residual stress mea-

surements with an imaging plate detector by using

cosα method.
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Fig. 4 sample-A −40◦C 2
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Fig. 5 (2) ∆L− cosα

Fig. 6 ∆L− cosα
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0.95 ± 0.01

mm (1) 95.9 ± 0.8 MPa

Fig. 4. Two-dimensional diffraction profiles of Cu

(sample-A at −40◦C) and Al-powder measured on a

single imaging plate at different sample-to-detector

distances of 83 and 77 mm, respectively.
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Fig. 5. Diffraction peak profiles of Cu(311) and

Al(422) as a function of azimutial angle for

sample-A at −40◦C.

Fig. 6. ∆L−cosα plot for cured sample-A at −40◦C.
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IP cosα
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X 2 min
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Fig. 7

sample

40◦C 40∼60 MPa

250◦C 25∼30 MPa

−40◦C

Fig. 7. Change in residual stress at the resin/Cu

interface during heating and cooling processes.

Fig. 8. Strain quantity at the resin/Cu interface.
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Fig. 9. Residual stress analysis results for sample-A

(sample size: 15 mm × 15 mm).
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(POM

polyoxymethylene)
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X WAXS

Fig.1 Through Edge
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Fig. 1. Schematic image of a cut-out position of

injection molded samples and a measurement po-

sition for µB-WAXS.
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Table. 1 nn

sn

ne se

SAXS 1.0 mm CT 0.5 mm

Table 1. Measurement samples.

nn sn ne se

Silane coupling agent × ◦ × ◦
End modified polymer × × ◦ ◦

Fig. 1

sample 1

sample 2

Fig. 1. Image of Payne effect.

Table. 2

nn 100 index

Table 2. Viscoelastic properties of measurement

samples.

nn sn ne se

Hysteresys loss 100 93 84 67

Payne effect 100 33 51 11

nn

sn

ne

se

sn>ne>se ne>sn>se

2

Fig. 2. SAXS profiles of silica compounded rubbers.

– 38 –



Table 3. Filler dispersion parameters obtained from SAXS profiles.

nn sn ne se

R / nm 98.7 76.5 73.7 64.3

Nr / The number of aggregates 5.11×1010 6.16×1010 6.15×1010 8.09×1010

Vr / nm−3 1.46×106 6.62×105 7.21×105 4.39×105

SAXS X

Fig.

2 SAXS

q > 0.1 nm−1

q < 0.1 nm−1

nn

q = 0.04 nm−1

sn ne q

se q

sn ne

q < 0.3 nm−1

Unified function [2,3]

Table. 3
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SAXS q

X

Fig. 3 X

1 =0.15 s

=3000 =1920×1440 pixels

nn sn ne

se

nn sn ne

ImageJ

analyze particle

3.5 µm

Fig. 3. Cross-sectional images of silica compounded

rubbers using X-ray Laminography.
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Fig. 4. Particle size distribution of silica in rubbers.

Fig. 4 Fig. 5 7.5 µm

nn

4 µm

sn>ne>se
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µm

nm∼ µm

7.5 µm

ne>sn>se

nm∼ µm
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Fig. 5. The total number of particles with a diameter

larger than 7.5 µm.
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(2)
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Fig. 1. Overview of full-field X-ray micro-CT sta-

tion.
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Fig. 2. X-ray image of Siemens chart.
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Fig. 3. Volume renderings of reconstructed alu-

minum rod.
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Fig. 4. Cross sectional images of reconstructed

nanodiamond-dispersed polymer resign before and

after the tensile test.
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13B
14A 3380 08B2
12A
12B
13B
14A

28696 12B 3261 24XU
三浦 靖史

(一財）電力中央
研究所

公開技報 サンビーム年報・成果集
巻 4 号 発行年 2015 頁 42-45

オーステナイト系ステンレス鋼の微小部応力測定手法の
基礎検討

12A
12B
12B
13A

28663 13B 3379 08B2 高柳 篤史
日本ゼオン（株） 原著論文

高分子論文集 (Japanese Journal of 
Polymer Science and Technology)
巻 72 号 3 発行年 2015 頁 104-109

Relationship between Microphase Separation 
Structure and Physical Property of Thermoplastic 
Elastomer Mixtures

13A
13B
14A
12A
12B

28383 12B 3255 24XU 小寺 賢
神戸大学 原著論文 Proceedings of the ADHESION ‘13

巻 号 発行年 2013 頁 71
Synchrotron Structural Analysis of Isotactic 
Polypropylene / Adhesive Interface

28160 10B 3241 24XU 久米 卓志
花王（株） 招待講演

第２回コロイド実用技術講座「分散・凝
集技術のすべて」
2014.11.19-11.20、東京

放射光・中性子線を用いた溶液分散系や生体組織の評価
の最前線

3264 24XU 伊藤 廉
（株）ミルボン

総説 放射光
巻 28 号 5 発行年 2015 頁 210-213

放射光イメージングを用いた華麗と共に変化する毛髪内
構造評価

29305 3209 24XU 菅野 宏明
三井化学（株）

口頭／ポ 第62回 レオロジー討論会
開催日 2014.10.15-10.17、福井

結晶化度分布の予測と実測

30264

08B2
首藤 靖幸

住友ベークライト
（株）

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集 
巻 4 号 発行年 2015 頁 15-17

SAXS/WAXD/XAFS同時測定による銅ナノ粒子焼結過
程のその場観察

X線CTを用いた圧縮変形下におけるポリマーフォームの
セル構造観察

29304 3209 24XU 菅野 宏明
三井化学（株） 口頭／ポ

Asian Workshop on Polymer 
Processing
2014.11.17-11.20, Kenting, Taiwan

Construction of the Prediction Model for Relative 
Crystallinity Distribution of the Cast Film with 
Induction Time

29303 菅野 宏明
三井化学（株）24XU3209 口頭／ポ

29294 3247 24XU 中野 真也
日東電工（株）

公開技報

押出フィルムの相対結晶化度分布の予測と実測

4 次元X線CTを用いたポリマーフォームの気泡形成挙動
観察

30083 3375 08B2 北原 周
（株）コベルコ科研

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集 
巻 4 号 発行年 2015 頁 27-30

Cr異常分散小角散乱法を用いたCu-Cr合金中析出物の評
価

30082 3352 08B2

大江 裕彰
東洋ゴム工業（株）

城出 健佑
東洋ゴム工業（株）

兵庫県ビームライン年報・成果集 
巻 4 号 発行年 2015 頁 24-26 放射光を利用したゴム階層構造追跡(3)公開技報

30073 3330

成形加工シンポジア'14
2014.11.14-11.15、新潟

兵庫県ビームライン年報・成果集 
巻 4 号 発行年 2015 頁 12-14

28944 3329 08B2
立石 純一郎

（株）アシックス 公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集 
巻 4 号 発行年 2015 頁 8-11

Effect of Structure and Composition on Optical 
Properties of Er-Sc Silicates Prepared from Multi-
Nanolayer Films

津坂 佳幸
兵庫県立大学

320228448 24XU 原著論文 Japanese Journal of Applied Physics
巻 53 号 5S 発行年 2014 頁 05FA06

Growth of Bulk GaN Crystals by the Na-flux Point 
Seed Technique

3318

3320
28690 08B2 公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集

巻 4 号 1 発行年 2015 頁 3-7

28535 3102 24XU
尾身 博雄

NTT日本電信電話
（株）

原著論文
Optics Express
巻 23 号 6 発行年 2015 頁 7021

In-situ XRDによるFe2Mo3O12の焼成過程解析
東口 光晴
旭化成（株）
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28157 10B 3241 24XU
久米 卓志
花王（株） 招待講演

日本化学会　春季年会
2014.03.27-03.30、名古屋 放射光小角Ｘ線散乱解析を用いた化粧品開発研究

28149 11B 3356 08B2
河辺 雅義

（株）日東分析セン
ター

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 64-66 ネオジウム磁石の水素吸蔵脱離反応の解明

12A
12B
12B 3371 08B2
13B
14A

28032 11B 3238 24XU
末広 省吾

（株）住化分析
センター

原著論文
Electrochemistry
巻 83 号 1 発行年 2015 頁 2-6

Analysis of Three-dimensional Porous Network 
Structure of Li-ion Battery Electrodes

11A

12B

28017 12B 3237 24XU
土田 秀一

(一財）電力中央
研究所

口頭／ポ
2013 International Conference on 
Solid State Devices and Materials
2013.09.24-09.27、福岡

Characterization of a Basal-Plane Dislocation in 
4H-SiC by X-Ray Three-Dimensional Topography 
and Transmission Electron Microscopy

11B

12A

10B

11A

11B

12A

13A
13B
14A
12B 中津 和弘
13A
13B
14A

12B

13A

27988 12A 3365 08B2
中前 勝彦
兵庫県立大学 公開技報

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 54-55 天然ゴム結晶の応力下での変形挙動の解析

27987 11B 3360 08B2 荻野 千秋
神戸大学

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 51-53

イオン液体前処理セルロースの微細構造解析

27779 11B 3324 08B2
中津 和弘

（株）住化分析
センター

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 48-50

小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス材料のナノ
構造解析

27778 11B 3238 24XU
末広 省吾

（株）住化分析
センター

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 46-47 活物質特性に及ぼす電極構造の影響の解明

27777 11B 3363 08B2
上野 勝之

参天製薬（株） 公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 43-45 水中での眼内レンズの分子構造解析

27776 11B 3326 08B2
伊村 宏之

（株）MCHC R&D
シナジーセンター

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 39-42

放射光を用いたＸ線回折測定によるリチウムイオン二次
電池のサイクル劣化解析

12B
13A
13B
11B
12B

27770 11B 3357 08B2 田中 智子
江崎グリコ（株） 公開技報

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 36-38

エナメル質に形成された初期むし歯（初期う蝕）の再石
灰化過程におけるその微細構造回復に与えるリン酸化オ
リゴ糖カルシウムの影響の時空間的解析

11B
12A

11B

12B

12A

12B

28147
平岩 美央里

パナソニック（株）
原著論文

Japanese Journal of Applied Physics
巻 54 号 2 発行年 2015 頁 025503

28013 3237 24XU
土田 秀一

(一財）電力中央
研究所

各種材料の X 線イメージングによる機構の解明

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 59-60 XAFS によるエネルギーデバイス材料の局所構造解析高原達夫

（株）住化分析
センター

3373

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 1 号 発行年 2012 頁 83-85

Ｘ線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および
貫通刃状転位のイメージング28014 3237 24XU

土田 秀一
(一財）電力中央

研究所
公開技報

Evaluation of a-type Screw Dislocations in m-GaN 
Film by Means of X-ray Diffractometry

土田 秀一
(一財）電力中央

研究所
口頭／ポ

SiC及び関連ワイドギャップ半導体
研究会 第21回講演会
2012.11.19-11.20、大阪

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 16-21

アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価

24XU
末広省吾・高原達夫
（株）住化分析
センター

公開技報

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 36-38

リチウムイオン二次電池負極断面のマイクロビームXRF
法による元素マッピング

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 13-15

マイクロビーム広角X線散乱法を用いたポリプロピレン
のフィルムキャスティング計算機シミュレーションの評
価

尾身 博雄
NTT日本電信電話

（株）
公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集

巻 2 号 発行年 2013 頁 44-48

Mixture Formation of ErxYb2-xSi2O7 and ErxYb2-xO3 
on Si for Broadening the C-band in an Optical 
Amplifier

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 56-58

3102 24XU27665

27666 3209 24 菅野 宏明
三井化学（株） 公開技報

24XU
戸田 昭夫

日本電気（株） 公開技報

27667 3250 24XU 嶺重 温
兵庫県立大学

公開技報

3340 08B2 菅野 宏明
三井化学（株）

公開技報27774 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 33-35

融点以上で流動結晶化させたアイソタクチックポリプロ
ピレンの構造と物性の解析

28018 3237 24XU
土田 秀一

(一財）電力中央
研究所

招待講演
SiC及び関連半導体研究 第22回講演会
2013.12.09-12.10、埼玉

3258 24XU

27775 3204

口頭／ポ 第55回 電池討論会
2014.11.19-11.21、京都

Li過剰層状正極0.2LiFeO2•0.2LiNiO2•0.6Li2MnO3の劣
化解析

27991 3325 08B2 公開技報

28015 3237 24XU

口頭／ポ

Ｘ線3Dトポグラフィーおよび非線形光学的手法による
4H-SiC拡張欠陥のイメージング

2012 International Conference on 
Solid State Devices and Materials 
2012.09.25-09.27、京都

X-Ray Three-Dimensional Topography Analysis of 
Basal-Plane Dislocations
and Threading Edge Dislocations in 4H-SiC

08B2
高原達夫

（株）住化分析
センター

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 1 発行年 2014 頁 61-63 放射光 XRD による機能性材料の精密構造解析27993

Ｘ線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および
貫通刃状転位の解析

27989 3220

28057 3346 08B2 戸田 昭夫
日本電気（株）
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Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

11B

12B

12B

13B

13A

13B

12A
12B
13A

27531 14A 3264 24XU
伊藤 廉

（株）ミルボン
招待講演

第11回産業利用報告会
2014.09.05、姫路

加齢に伴う毛髪内密度の変化とX線CTによる観察

12B

13B

11B

12B

27404 11B 3318 08B2
山崎 輝昌
旭化成（株） 公開技報

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 3-6 粉末X線回折における無機化合物の評価-Feの異常散乱-

27328 09B 3322 08B2
山口 聡

（株）豊田中央
研究所

原著論文

ECS Journal of Solid State Science 
and Technology
巻 2 号 8 発行年 2013 頁 N3092-
N3097

Dislocation Conversion in 4H-SiC Crystals Grown 
by Metastable Solvent Epitaxy

27184 12A 3102 24XU
尾身 博雄

NTT日本電信電話
（株）

原著論文
Optical Materials Express
巻 4 号 9 発行年 2014 頁 1747-1755

Simultaneous Light Emissions from Erbium-Thulium 
Silicates and Oxides on Silicon in the Second and 
Third Telecommunications Bands

13A

13B

12A
12B
13A
13B

26020 13A 3326 08B2
鈴木 拓也

（株）三菱化学
科技術研究センター

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 25-27 有機薄膜材料のX線散乱構造解析

10B
11A
11B
10A
10B
11A
11B
11B 3248 24XU
11B 3359 08B2

25762 12B 3302 08B2
李 雷

(公財）ひょうご
科学技術協会

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 21-24 BL08B2における空間分解XAFS整備現状

11B 3353 08B2
11B 3233
12A
12B
12A
12B
12B 3330 08B2
12B
13A
11B
12A
12B

25650 11A 3203 24XU
高野 秀和
兵庫県立大学 原著論文

Applied Physics Letters
巻 104 号 2 発行年 2014 頁 023108

Hard X-ray Nanoimaging Method Local Diffraction 
from Metal Wire

13A
12B
12A

選択溶媒によるナノマトリックス構造を有するポリビニ
ルアルコール保護コロイド皮膜のモルフォロジー変化

戸田 昭夫
日本電気（株）

J. of the Electrochemical Society
巻 161 号 14 発行年 2014 頁 A2237-
A2242

Remarkable Charge-Discharge Mechanism for a 
Large Capacity in Fe-containing Li2MnO3 Cathodes

原著論文

24XU 菅野 宏明
三井化学（株）

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 13-15

マイクロビーム広角X線散乱法を用いたポリプロピレン
のフィルムキャスティング計算機シミュレーションの評
価

27618 3330 08B2
首藤 靖幸

住友ベークライト
（株）

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 26-28

In-situ  Quick-XANES測定による金属ナノ粒子焼結過程
における銅価数変化の観察

ポリビニルアルコールを用いたアクリル系エマルション
皮膜の小角X線散乱(SAXS)による構造解析

27619

27641 3209

25255 3203 24XU 高野 秀和
兵庫県立大学

招待講演

322925753 24XU 首藤 靖幸
住友ベークライト

（株）
公開技報

27405 3230 24XU
澤部 孝史

(一財）電力中央
研究所

公開技報

3331

27605 3346 08B2

The 12th Symposium on X-ray 
Imaging Optics
2013.11.18-11.20、大阪

Development of Total Reflection Zone Plate for 
Hard X-ray Focusing

25749 3247 24XU
中野 真也

日東電工（株） 公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 28-30

4 次元X線CTを用いたポリマーフォームの気泡形成挙動
観察

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2013 頁 31-34

小角X線散乱法と逆モンテカルロ法を用いた構造発色
フィルムの構造解析

25750 3306 08B2 松下 忠史
旭化成（株）

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 49-52

高立体規則性ポリブタジエン系材料の構造と特性 ‒ X線
散乱解析による一軸伸長結晶化挙動の観察 ‒

Study on Hierarchical Spatio-Temporal Structure of 
Rubber Composite with Synchrotron X-rays and 
Neutron

27165

兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 7-12

マイクロビームX線を利用した燃料被覆管材の酸化膜の
局所応力解析手法の検討

Scandium Effect on the Luminescence of Er-Sc 
Silicates Prepared from Multi-Nanolayer Films

3253
25755 24XU

横山 和司
(公財）ひょうご
科学技術協会

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 58-62 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ

25864 鈴木 賢紀
大阪大学大学

公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 2 号 発行年 2014 頁 53-57

Crを含む酸化鉱物相におけるCrイオン近傍の局所微細構
造の解析

Point Spread Function Measurement of an X-ray 
Beam Focused by a Multilayer Zone Plate with 
Narrow Annular Aperture

25945 3200 24XU
篭島　靖
兵庫県立大学 公開技報 兵庫県ビームライン年報・成果集

巻 2 号 発行年 2013 頁 35-43
Inclined-incidence Microprism-array Optical Device 
for Prefocusing Hard X-ray Beams

25902 3200 24XU 篭島　靖
兵庫県立大学 原著論文 Journal of Synchrotron Radiation

巻 21 号 2 発行年 2014 頁 446-448

27474 3331 08B2
山本 友之

日本合成化学工業
（株）

口頭／ポ
高分子討論会
2014.09.24-09.26、長崎

3102 24XU
尾身 博雄

NTT日本電信電話
（株）

原著論文 Nano Research Letters
巻 9 号 1 発行年 2014 頁 356

26754 3366 08B2 岸本 浩通
住友ゴム工業（株） 原著論文 Doctor Thesis (The University of 

Tokyo)

08B2
山本 友之

日本合成化学工業
（株）

公開技報
兵庫県ビームライン年報・成果集
巻 3 号 発行年 2014 頁 22-25
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12A
11B
12A
11B

25030 11B 3330 08B2
首藤 靖幸

住友ベークライト
（株）

口頭／ポ
The 5th RMC Conference
2012.09.20-09.22, Budapest, 
Hungary

Structures of Colloidal Silica in Acrylic Network 
Films

11A 佐藤 健太
10B
10A
09B
09A
11B
10B
10A
09B

24997 09B 3322 08B2
山口 聡

（株）豊田中央
研究所

口頭／ポ

The International Conference on 
Silicon Carbide and Related Materials 
2013 (ICSCRM2013)
2013.09.29-10.04、宮崎

Observation of Dissociated Threading Dislocation 
Formed in 4H-SiC by Transmission Electron 
Microscopy

13A
12B
12B
09B

12B

12A

24895 09B 3322 08B2
山口 聡

（株）豊田中央
研究所

口頭／ポ
第13回サンビーム研究発表会／第10回
SPring-8産業利用報告会
2013.09.05-09.06、神戸

放射光トポグラフィによるSiCエピタキシャル膜中の転
位の観察

12B
12A
11B
12A 3220 24XU
12A
11B
12A
11B

3249 24XU
3355 08B2

24525 11B

11A

12B
12A
12B
12A
11B
11A
11B
10A
09B

10B

11A

12B
12A
11B
11A
10B
10A
09B
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3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料
の構造解析

3354 横山 和司 兵庫県立大学 陶磁器釉薬の発色機構の解明
3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） 高分子複合材料中の構造形成と反応解析２ 35075
3386 藤江 正樹 三菱レイヨン（株） 高分子の結晶化構造評価

3387 永田 祥平 兵庫県立大学
XANES・粉末X線回折常時測定によるAl2O3
を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ
ミュレーション予測

2014B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3306 今泉 公夫 旭化成（株） 高立体規則性ポリブタジエン系材料のＸ線散
乱による構造解析 33199

3319 津坂 佳幸 兵庫県立大学 次世代半導体基板のトポグラフィ観察 30662
3320 東口 光晴 旭化成（株） XAFSによる食塩電解用電極の化学状態解析 33176

3321 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ
シャル膜中の欠陥評価 31153

3324 高原 達夫 （株）住化分析センター 小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス
材料のナノ構造解析

3325 高原 達夫 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析

3326 鈴木 拓也 （株）MCHC R&D
シナジーセンター 有機薄膜材料のX線散乱構造解析 33985

33986

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） 半導体パッケージ用封止樹脂の熱硬化過程に
おける高次構造変化その場観察 30073

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン二次電池材料の構造解
析 34422

3352 城出 健佑 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム中の階層構造追跡 30082
3354 横山 和司 兵庫県立大学 陶磁器釉薬の発色機構の解明
3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） 高分子複合材料中の構造形成と反応解析 35075
3373 高原 達夫 （株）住化分析センター 放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析
3381 久保渕 啓 （株）日産アーク DSC/USAXSによるポリマーの高次構造解析 32270
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2014A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3306 今泉 公夫 旭化成（株） 高立体規則性ポリブタジエン系材料のＸ線散
乱による構造解析 33199

3320 東口 光春 旭化成（株） XAFSによる複合金属酸化物の構造解析 33176

3321 土田 秀一 （公財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ
シャル膜中の欠陥評価

31153
31154

3325 高原 達夫 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 27991

3329 立石 純一郎 （株）アシックス ポリマーフォームのX線イメージング 28944

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） 半導体パッケージ用封止樹脂の熱硬化過程に
おける高次構造変化その場観察 30073

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン二次電池材料の構造解
析 34422

3352 城出 健佑 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 30082
3366 松本 典大 住友ゴム工業（株） ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析
3373 高原 達夫 （株）住化分析センター 放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析 27993
3380 中野 真也 日東電工（株） フォーム材の多孔形成挙動の動的3次元観察 29294

2013B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.
3306 今泉 公夫 旭化成（株） 高分子構造の小角X線散乱測定6 33199
3319 津坂 佳幸 兵庫県立大学 次世代半導体基板のトポグラフィ観察 30662
3320 東口 光春 旭化成（株） XAFSによる複合金属酸化物の構造解析 33176

3321 土田 秀一 （公財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ
シャル膜中の欠陥評価

31153
31154

3324 高原 達夫 （株）住化分析センター 小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス
材料のナノ構造解析

3325 高原 達夫 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 27991

3326 鈴木 拓也 （株）三菱化学科学技術研究
センター 有機薄膜材料のX線散乱構造解析 33985

3329 立石 純一郎 （株）アシックス 圧縮変形下におけるポリマーフォームのX線
イメージング 28944

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材のフィラーの構
造および分散状態の解明 27618

3331 山本 友之 日本合成化学工業（株） ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル
系樹脂のナノ構造解析 27619

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料
の構造解析 34422

3352 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 30082
3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析 26754
3373 高原 達夫 （株）住化分析センター 放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析 27993

3375 北原　周 （株）コベルコ科研 異常小角散乱をもちいた、合金中の析出相の
観察(I) 30083

3377 松井 純爾 兵庫県立大学 フィルム以外の感光材を用いた高解像度X線
トポグラフィ 30662
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2013A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.
3306 松下 忠史 旭化成（株） 高分子構造の小角X線散乱測定5 25750
3319 横山 和司 放射光ナノテクセンター 次世代半導体基板のトポグラフィ観察 30662
3320 東口 光春 旭化成（株） XAFSによる複合金属酸化物の構造解析 28690

3321 土田 秀一 （公財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ
シャル膜中の欠陥評価

31153
31154

3325 高原 達夫 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 27991

3326 鈴木 拓也 （株）三菱化学科学技術研究
センター 有機薄膜材料のX線散乱構造解析 26020

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材のフィラーの構
造および分散状態の解明 27618

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料
の構造解析

27605
30256

3352 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 30082
3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析 26754

3372 小林 高揚 三菱重工業（株）
Ni基合金表面に形成される酸化物と水素の相
聞を解明するためのXAFS測定による考察そ
の２

3373 高原 達夫 （株）住化分析センター 放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析 27993

3375 北原　周 （株）コベルコ科研 異常小角散乱をもちいた、合金中の析出相の
観察(I) 30083

2012B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.
3302 李　雷 （公財）ひょうご科学技術協会 BL08B2 XAFSステーションの調整 25762
3306 松下 忠史 旭化成（株） 高分子構造の小角X線散乱測定４ 25750
3318 東口 光晴 旭化成（株） 粉末X線回折における無機化合物の評価 28690
3319 横山 和司 （公財）ひょうご科学技術協会 次世代半導体基板のトポグラフィ観察 30662
3320 東口 光晴 旭化成（株） XAFSによる複合金属酸化物の構造解析 28690

3321 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による４Ｈ－ＳｉＣエピタ
キシャル膜中の欠陥評価

24494
31151
31152
31153
31154

3325 中津 和弘 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 27991

3326 鈴木 拓也 （株）三菱化学科学技術研究セ
ンター 有機半導体材料のX線散乱構造解析 24899

3329 立石 純一郎 （株）アシックス プラスチックフォーム材のX線イメージング 28944

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材における粒子分
散構造の変化の観察 25753

3331 山本 友之 日本合成化学工業（株） ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル
系樹脂のナノ構造解析 27619

3340 菅野 宏明 （株）三井化学分析センター 合成触媒およびその触媒により合成された材
料の構造解析 27774

3345 尾身 博雄 日本電信電話（株） 希土類添加シリケイトの材料設計と発光増強
機構の解明 30391

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造
解析 27605

3352 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 30081
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3359 鈴木 賢紀 大阪大学 Crを含有する酸化物鉱物におけるCrイオンの
近傍の配位構造の解析 31411

3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） ゴム中の階層構造解析 26754
3368 漆原 良昌 （公財）ひょうご科学技術協会 X線CTによる宝石サンゴの骨軸構造解析 30203

3371 平岩 美央里 パナソニック（株） X線トポグラフによるGaN中結晶欠陥の評価 28147
32183

3372 小林 高揚 三菱重工業（株）
PWR原子力発電プラント一次系水中におけ
る溶存水素濃度に依存したニッケル基合金表
面酸化物の構造評価

2012A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3306 坂本 直紀 旭化成（株） 高分子構造の小角X線散乱測定３

24879
31386
31390
31391

3318 東口 光春 旭化成（株） 粉末X線回折による無機化合物の評価 28690
3320 東口 光晴 旭化成（株） XAFSによる複合金属酸化物の構造解析 28690

3321 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による４Ｈ－ＳｉＣエピタ
キシャル膜中の欠陥評価

24494
31151
31152
31153
31154

3325 中津 和弘 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 24881

3326 鈴木 拓也 （株）三菱化学科学技術研究
センター 有機半導体材料のX線散乱構造解析 24899

3329 立石 純一郎 （株）アシックス プラスチックフォーム材のX線イメージング 28944

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造
解析 27605

3352 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 23760
3365 中前 勝彦 （公財）ひょうご科学技術協会 天然ゴム結晶の応力下での変形挙動の解析 27988

3366 岸本 浩通 住友ゴム工業（株） SAXS法を用いたゴム中のフィラー分散状態
の解析 26754

2011B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3306 坂本 直紀 旭化成（株） 高分子相分離構造の小角X線散乱測定２

24879
31386
31390
31391

3318 山崎 輝昌 旭化成（株） 粉末X線回折による無機化合物の評価 27404

3321 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 トポグラフィ測定による４Ｈ－ＳｉＣエピタ
キシャル膜中の欠陥評価（BL08-2011A）

21466
31151
31386
31390
31391

3324 中津 和弘 （株）住化分析センター 小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス
材料のナノ構造解析 27779

3325 中津 和弘 （株）住化分析センター XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所
構造解析 24881
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3326 伊村 宏之 （株）三菱化学科学技術研究
センター リチウムイオン二次電池in-situX線回折測定 27776

3329 立石 純一郎 （株）アシックス プラスチックフォーム材のX線イメージング 25006

3330 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材の変形挙動と物
理特性との相関解明 23756

3331 山本 友之 日本合成化学工業（株） ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル
系樹脂のナノ構造解析 23340

3340 菅野 宏明 （株）三井化学分析センター 合成触媒およびその触媒により合成された材
料の構造解析 27774

3346 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造
解析 22076

3352 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 23760
3353 横山 和司 （公財）ひょうご科学技術協会 電池電極材料の構造研究 25755

3355 曽根 卓男 JSR（株） 末端変性ＳＢＲを用いたゴム組成物中でのシ
リカ凝集構造の解析 24812

3356 河辺 雅義 （株）日東分析センター ネオジム磁石の水素吸蔵離脱反応の解明 28149

3357 田中 智子 江崎グリコ（株）
エナメルに形成された初期虫歯の再石灰化過
程におけるその微細構造回復に与えるリン酸
オリゴ糖カルシウムの影響の時空間的解析

27770

3359 鈴木 賢紀 大阪大学 Crを含有する酸化物鉱物におけるCrイオンの
近傍の配位構造の解析 25864

3360 荻野 千秋 神戸大学 セルロース構造緩和試料の構造解析 27987

3363 上野 勝之 参天製薬（株） 水中での温度変化による眼内レンズの分子構
造変化の解析 27777
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利用実験課題リスト（BL24XU）
※JASRIの成果公開基準を満たす成果（査読付き論文または研究成果集）のみのリスト

2017A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3201 高山 裕貴 兵庫県立大学 ゾーンプレート光学系を利用した高分解能X
線顕微鏡の開発とその応用に関する研究

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究

3220 末広 省吾 （株）住化分析センター マイクロビームX線イメージングを利用した
材料内部構造の観察

3231 住田 弘祐 マツダ（株） 微細複合材料界面のHAXPES
3256 城出 健佑 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム中の階層構造追跡
3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究

3269 鎌田 功穂 （一財）電力中央研究所 マイクロビームを利用した4H-SiCエピタキ
シャル膜中の欠陥評価

3270 佐々木 宏和 古河電気工業（株） マイクロビームを用いた産業用材料の多角分
析

3271 舟本 三恵 アイシン精機（株） 高分子における成形条件プロセスによる結晶
性変化の解明

3277 漆原 良昌 兵庫県立大学 BL24XUにおける研修会

3278 横山 和司 兵庫県立大学 HAXPES+HiPP2による材料構造解析技術の
開発

3279 鷺谷 智 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム中の階層構造追跡

2016B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2－Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

3201 高山 裕貴 兵庫県立大学 ゾーンプレート光学系を利用した高分解能X
線顕微鏡の開発とその応用に関する研究

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究

3220 末広 省吾 （株）住化分析センター マイクロビームX線イメージングを利用した
材料内部構造の観察

3231 住田 弘祐 マツダ（株） 複合材料の内部構造の観察
3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究 34041

3270 佐々木 宏和 古河電気工業（株） マイクロビームを用いた産業用材料の多角分
析

3271 舟本 三恵 アイシン精機（株） 高分子樹脂における成形条件プロセスによる
結晶性変化の解明 35170

3273 高尾 直樹 （株）日産アーク 樹脂材料の溶着界面評価

3275 工藤 喜弘 ソニー（株） 放射光マイクロビームX線を利用した化合物
半導体の格子歪み解析

2016A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.
3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究
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3250 嶺重　温 兵庫県立大学 マイクロビーム放射光X線回折法を用いた固
体電解質の粒界構造研究

3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究 34041

3265 堀川 智之 グローバルウェーハズ・
ジャパン（株）

放射光高平行度XRCによるSiウェーハ表層の
結晶歪み解析

3267 立石 純一郎 （株）アシックス X線イメージングによるポリマー発泡プロセ
スの可視化

3270 佐々木 宏和 古河電気工業（株） アルミ中の介在物分析

3271 舟本 三恵 アイシン精機（株） ＰＯＭにおける成形条件プロセスによる結晶
性変化の解明 35170

2015B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2－Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 34493

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究

3231 三根生 晋 マツダ（株） 複合材料の内部構造の観察 32272

3250 嶺重　温 兵庫県立大学 アパタイト型イオン伝導体の粒界観察による
特性制御

3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究 34041

3265 堀川 智之 グローバルウェーハズ・
ジャパン（株）

放射光X線マイクロビームによるSiウェーハ
表層深さ方向における結晶歪み解析

3267 立石 純一郎 （株）アシックス X線イメージングによるポリマー発泡プロセ
スの可視化

3268 永田 祥平 兵庫県立大学
XANES・粉末X線回折常時測定によるAl2O3
を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ
ミュレーション予測

2015A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.
3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 34493

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 30662

3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究 34041

3267 立石 純一郎 （株）アシックス X線イメージングによるポリマー発泡プロセ
スの可視化

3268 永田 祥平 兵庫県立大学
XANES・粉末X線回折常時測定によるAl2O3
を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ
ミュレーション予測

2014B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 34035

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 30662

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用14 34035

3231 住田 弘祐 マツダ（株） 複合材料の内部構造の観察 30074
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3250 嶺重　温 兵庫県立大学 アパタイト型イオン伝導体の粒界観察による
特性制御

3253 横山 和司 兵庫県立大学 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ
3256 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造評価 35171

2014A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

28535

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 34035

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 34256

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用15 34035

3253 横山 和司 兵庫県立大学 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ
3264 伊藤　廉 （株）ミルボン 加齢毛髪の内部構造変化に関する研究 34041

3265 堀川 智之 グローバルウェーハズ・
ジャパン（株）

放射光X線マイクロビームによるSiウェーハ
表層深さ方向における結晶歪み解析

2013B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

27165
28535

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 30486

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究

30662
34256

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用14

3204 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析 27775
3247 中野 真也 日東電工（株） フィラー含有高分子材料の内部構造観察 29294

3248 鈴木 賢紀 大阪大学 クロムを有する酸化物鉱物におけるクロム原
子近傍の局所構造の解析 31411

3253 横山 和司 放射光ナノテクセンター マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ

2013A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

27165
28535

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 30486

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 30662

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用13

3204 戸田 昭夫 日本電気（株） リチウムイオン二次電池電極構造の物性評価 27775

3220 高原 達夫 （株）住化分析センター 各種材料のX線イメージングによる機構の解
明 27989

3247 中野 真也 日東電工（株） フィラー含有高分子材料の内部構造観察 29294
3253 横山 和司 放射光ナノテクセンター マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ
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2012B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2－Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

27665

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 30486

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 28448

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用12 32064

3204 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析 27775

3209 菅野 宏明 （株）三井化学分析センター マイクロビームを用いた有機材料の微小領域
の結晶構造解析の研究

27641
27666

3220 中津 和弘 （株）住化分析センター 各種材料のX線イメージングによる機構の解
明 27989

3229 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材の階層的粒子分
散構造と光学特性との相関解明 25753

3230 澤部 孝史 （一財）電力中央研究所
軽水炉燃料被覆管材の耐食性向上に向けた酸
化皮膜・金属界面部のサブマイクロビームに
よる微細構造・応力測定

27405

3237 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 SiC半導体の結晶欠陥の歪み解析 24494
3247 中野 真也 日東電工（株） フォーム材の多孔形成挙動の動的３次元観察 25749

3253 横山 和司 （公財）ひょうご科学技術協会 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ 24885
25755

3255 小寺 賢 神戸大学 すれすれ入射X線回折・散乱法によるポリ-α
-オレフィン/接着剤界面の微細構造解析 28383

3258 平岩 美央里 パナソニック（株） X線マイクロビームによるGaN中の結晶欠陥
の評価

28147
32183

3261 三浦 靖史 （一財）電力中央研究所 Fe-18Cr-16Niモデル合金の局所応力評価 28696

2012A
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

23451
27184
27665

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 28448

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用11

25254
30488
32064

3204 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析 23764

3220 中津 和弘 （株）住化分析センター 各種材料のX線イメージングによる機構の解
明 24881

3229 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） ナノフィラーコンポジット材の階層的粒子分
散構造と光学特性との相関解明 25753

3237 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 SiＣ半導体の結晶欠陥の歪み解析 24494

3247 中野 真也 日東電工（株） フォーム材の多孔形成挙動の動的３次元観察 25254
25749

3250 嶺重　温 兵庫県立大学（工学部） アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価 27667

3253 横山 和司 （公財）ひょうご科学技術協会 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ 24885
25755
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3256 大江 裕彰 東洋ゴム工業（株） 放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡 23760

3258 平岩 美央里 パナソニック（株） X線マイクロビームによるGaN中の結晶欠陥
の評価

28147
32183

2011B
課題番号 実験責任者 所属機関 課題名 JASRI No.

3102 尾身 博雄 日本電信電話（株） SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に
関する研究

24525
23451

3200 篭島　靖 兵庫県立大学 Ｘ線顕微鏡の高度化と応用に関する研究 25945
25902

3202 津坂 佳幸 兵庫県立大学 高平行度X線マイクロビームの形成とその応
用研究 23769

3203 高野 秀和 兵庫県立大学 X線マイクロイメージング技術の高度化及び
応用10

30488
25254
23322

3204 戸田 昭夫 日本電気（株） 次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析 23764
3205 中川 武志 （株）東レリサーチ マイクロビームX線を用いた各種材料の評価 23768

3209 菅野 宏明 （株）三井化学分析センター マイクロビームを用いた有機材料の微小領域
の結晶構造解析の研究

27641
27666

3230 澤部 孝史 （一財）電力中央研究所
軽水炉燃料被覆管材の耐食性向上に向けた酸
化皮膜・金属界面部のサブマイクロビームに
よる微細構造・応力測定

27405

3233 竹田 晋吾 （公財）ひょうご科学技術協会 エネルギー高分解能XANES装置の開発 25755

3237 土田 秀一 （一財）電力中央研究所 SiC半導体の結晶欠陥の歪み解析 24494
21466

3238 末広 省吾 （株）住化分析センター 活物性特性に及ぼす電極構造の影響の解明 27778
28032

3247 中野 真也 日東電工（株） フォーム材の多孔形成挙動の動的３次元観察 25254
25749

3248 鈴木 賢紀 大阪大学 クロムを有する酸化物鉱物におけるクロム原
子近傍の局所構造の解析 25864

3249 曽根 卓男 JSR（株） 末端変性ＳＢＲを用いたゴム組成物中でのシ
リカ凝集構造の解析 24812

3250 嶺重　温 兵庫県立大学（工学部） アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価 27667
3253 横山 和司 （公財）ひょうご科学技術協会 マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ 24885

3255 西野　孝 神戸大学 微小角入射X線回折・散乱法によるポリ-α-
オレフィン/接着剤界面の微細構造解析 23759
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